POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI

KARTA PRZEDMIOTU

obowiazuje studentéw rozpoczynajacych studia w roku akademickim 2014 /2015
Wydziat Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek studiéw: Nanotechnologie i nanomateriaty Profil: Ogolnoakademicki
Forma sudiéw: stacjonarne Kod kierunku: NN
Stopien studiéw: |

Specjalnosci: Inzynieria nanostruktur

1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU Techniki pomiarowe w nanotechnologii

NAZWA PRZEDMIOTU
W JEZYKU ANGIELSKIM

KOD PRZEDMIOTU WFMIil NN oIS D4 14/15
KATEGORIA PRZEDMIOTU Przedmioty specjalno$ciowe
LiczBA PUNKTOW ECTS 2.00

SEMESTRY 6

2 RODZAJ ZAJEC, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIOW

LABORATORIUM
SEMESTR WYKLAD CWICZENIA LABORATORIUM| KOMPUTERO- SEMINARIUM PROJEKT
WE
6 0 0 0 0 30 0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Zapoznanie studentow z technikami optycznymi i technikg mikroskopii elektronowej

Cel 2 Zapoznanie studentéw z technikg skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i mikroskopii sit atomowych
(AFM)

Cel 3 Zapoznanie studentow z technikami dyfrakcyjnymi

Kod archiwizacji: 99946 A4E
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Cel 4 Zapoznanie studentéw z technikami spektroskopowymi i metodami badania powierzchni

Cel 5 Zapoznanie studentéw z technikami badan wtasciwosci mechanicznych, termicznych, elektrycznych i magne-
tycznych

4 WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

1 Zaliczenie podstawowego kursu fizyki

5 EFEKTY KSZTALCENIA

EK1 Umiejetnosci Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik optycznych lub techniki mikro-
skopii elektronowej

EK2 Umiejetnosci Student potrafi przygotowac prezentacje nt.skaningowej mikroskopii tunelowej lub mikroskopii
sit atomowych

EK3 Umiejetnosci Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik dyfrakcyjnych
EK4 Umiejetnosci Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. spektroskopii fotonowej lub elektronowe;j

EK5 Umiejetnosci Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik badania wtasciwiosci mechanicz-
nych, termicznych, elektrycznych lub magnetycznych

6 TRESCI PROGRAMOWE

SEMINARIUM
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBA
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
S1 Techniki optyczne 5
S2 Technika mikroskopii elektronowej 3
S3 Techniki wykorzystujace sonde skanujaca Skaningowa mikroskopia tunelowa; 3
mikroskopia sit atomowych
S4 Techniki dyfrakcyjne 3
Techniki spektroskopowe Spektroskopia fotonowa Spektroskopia zakresu fal
S5 . . 4
radiowych Spektroskopia elektronowa
S6 Analiza powierzchni i profilowanie glebokosciowe Spektroskopia elektronowa 4
powierzchni Spektroskopia masowa Rozpylanie jonowe
S7 Techniki badan wtasciwosci mechanicznych 2
S8 Techniki badari wtasciwosci termicznych 2
S9 Techniki badan wtasciwosci elektrycznych 2
S10 Techniki badari wlasciwosci magnetycznych 2
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7 NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Dyskusja

N3 Konsultacje

8 OBCIAZENIE PRACA STUDENTA

FORMA AKTYWNOSCI

SREDNIA LICZBA GODZIN
NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOSCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikajace z planu studiow 0
Konsultacje przedmiotowe 0
Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udzialu nauczyciela akademickiego wynikajgce z nakltadu p

racy studenta, w tym:

Przygotowanie sie do zajeé¢, w tym studiowanie zalecanej literatury 20
Opracowanie wynikow 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 10
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJACA Z 30
CALEGO NAKEADU PRACY STUDENTA

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2.00

9 SPOSOBY OCENY
OCENA FORMUJACA

F1 Projekt indywidualny

OCENA PODSUMOWUJACA

P1 Srednia wazona ocen formujacych

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTALCENIA 1

NA OCENE 2.0 Student nie pot?aﬁ przygotowaé prezentacji nt. techniki mikroskopii optycznej
lub elektronowej

NA OCENE 3.0 Student potraﬁ przygotowa.c’ .prostad prezep’tacje; nt. techniki mikroskopii
optycznej lub elektronowe]j i ja przedstawic

Strona 3/6




Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. techniki mikroskopii optycznej lub

NA OCENE 3. .. . . . . .
OCENE 3.5 elektronowej i w miare interesujaco ja przedstawic
NA OCENE 4.0 Student pot.rz.iﬁ przygo.towa'c prezentaCJt;.’nt. techniki mikroskopii optycznej lub
elektronowej i interesujaco ja przedstawié
Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. techniki mikroskopii optycznej lub
NA OCENE 4.5 .. . . . .,
elektronowej i bardzo interesujaco ja przedstawié
Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. techniki mikroskopii optycznej lub
NA OCENE 5.0 elektronowej i bardzo interesujaco ja przedstawié. Student potrafi
przekonywujaco uzasadni¢ wyboér tematu swojej prezentacji.
EFEKT KSZTALCENIA 2
NA OCENE 2.0 Student nie potr.aﬁ przyg.g.otf)wac prezentacji nt. skaningowej mikroskopii
tunelowej lub mikroskopii sit atomowych
Student potrafi przygotowaé prosta prezentacj nt. skaningowej mikroskopii
NA OCENE 3.0 . . . .. .,
tunelowej lub mikroskopii sit atomowych i ja przedstawié
Student potrafi przygotowa¢ prezentacje nt. skaningowej mikroskopii tunelowej
NA OCENE 3.5 . .. . . . . . .
lub mikroskopii sil atomowych i w miare interesujaco ja przedstawi¢
Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. skaningowej mikroskopii tunelowej
NA OCENE 4.0 . o .. . . .,
lub mikroskopii sil atomowych i interesujaco ja przedstawié
Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. skaningowej mikroskopii tunelowej
NA OCENE 4.5 . . . . . . ..
lub mikroskopii sil atomowych i bardzo interesujaco ja przedstawié
Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. skaningowej mikroskopii tunelowej
NA OCENE 5.0 lub mikroskopii sil atomowych i bardzo interesujaco ja przedstawi¢. Student
potrafi przekonywujaco uzasadni¢ wybor tematu swojej prezentacji.
EFEKT KSZTALCENIA 3
NA OCENE 2.0 Student nie potrafi przygotowaé prezentacji nt. jednej z technik dyfrakcyjnych
NA OCENE 3.0 -S‘Fudent potra-ﬁ’ przygotowaé prosta prezentacj nt. jednej z technik dyfrakcyjnych
i ja przedstawié
NA OCENE 3.5 St'uden.t potraf} przygotowac’ pr??entacjg nt. jednej z technik dyfrakcyjnych i w
miare interesujaco ja przedstawié
NA OCENE 4.0 .S"cudent potraﬁ przygotowe}? prezentacje nt. jednej z technik dyfrakcyjnych
i interesujaco ja przedstawic¢
NA OCENE 4.5 Student potraﬁ p.rzygf)towac preze.r{taCJQ nt. jednej z technik dyfrakcyjnych
i bardzo interesujaco ja przedstawié
Student potrafi przygotowa¢ prezentacje nt. jednej z technik dyfrakcyjnych
NA OCENE 5.0 i bardzo interesujaco ja przedstawié¢. Student potrafi przekonywujaco uzasadnié

wyboér tematu swojej prezentacji.

EFEKT KSZTALCENIA 4
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NA OCENE 2.0

Student nie potrafi przygotowaé prezentacji nt. jednej z technik
spektroskopowych

NA OCENE 3.0

Student potrafi przygotowaé prosta prezentacj nt. jednej z technik
spektroskopowych i ja przedstawi¢

NA OCENE 3.5

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik spektroskopowych
i w miare interesujaco ja przedstawi¢

NA OCENE 4.0

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik spektroskopowych
i interesujaco ja przedstawic

NA OCENE 4.5

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik spektroskopowych
i bardzo interesujaco ja przedstawié

NA OCENE 5.0

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik spektroskopowych
i bardzo interesujaco ja przedstawié¢. Student potrafi przekonywujaco uzasadnié
wybor tematu swojej prezentacji.

EFEKT KSZTALCENIA 5

NA OCENE 2.0

Student nie potrafi przygotowaé prezentacji nt. jednej z technik badania
wlasciwosci mechanicznych, termicznych, elektrycznych lub magnetycznych

NA OCENE 3.0

Student potrafi przygotowa¢ prosta prezentacje nt. jednej z technik badania
wlasciwosci mechanicznych, termicznych, elektrycznych lub magnetycznych

NA OCENE 3.5

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik badania wtasciwosci
mechanicznych, termicznych, elektrycznych lub magnetycznych i w miare
interesujaco ja przedstawié

NA OCENE 4.0

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik badania wtasciwosci
mechanicznych, termicznych, elektrycznych lub magnetycznych i interesujaco ja
przedstawic

NA OCENE 4.5

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik badania wtasciwosci
mechanicznych, termicznych, elektrycznych lub magnetycznych i bardzo
interesujaco ja przedstawié

NA OCENE 5.0

Student potrafi przygotowaé prezentacje nt. jednej z technik badania wtasciwosci
mechanicznych, termicznych, elektrycznych lub magnetycznych i bardzo
interesujaco ja przedstawic¢. Student potrafi przekonywujaco uzasadnié¢ wybor
tematu swojej prezentacji.

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

Strona 5/6




PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
ODNIESIENIE
DANEGO EFEKTU
EFEKT DO SZCZEGOLO- CELE TRESCI NARZEDZIA
WYCH EFEKTOW SPOSOBY OCENY
KSZTALCENIA PRZEDMIOTU PROGRAMOWE DYDAKTYCZNE
ZDEFINIOWA-
NYCH DLA
PROGRAMU
EK1 K _U04 Cel 1 S1S2 N1 N2 N3 F1 P1
EK?2 K _U04 Cel 2 S3 N1 N2 N3 F1 P1
EK3 K_U04 Cel 3 S4 N1 N2 N3 F1 P1
EK4 K U004 Cel 4 S5 S6 N1 N2 N3 F1 P1
EK5 K_Uo04 Cel 5 S7 S8 S9 S10 N1 N2 N3 F1 P1

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

[1 | R.W. Kelsall, .W. Hamley, M. Geoghegan — Nanotechnologie, Warszawa, 2008, PWN

LITERATURA UZUPELNIAJACA

[1 ] A. Oles — Metody doswiadczalne fizyki ciata statego, Warszawa, 1998, WN-T

[2 | A. Szaynok, S. Kuzminski — Podstawy fizyki powierzchni pétprzewodnikéw, Warszawa, 2000, WN-T

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTE

prof. dr hab. Jan Cisowski (kontakt: Jan.Cisowski@if.pk.edu.pl)

OSOBY PROWADZACE PRZEDMIOT

1 prof. dr hab. Jan Cisowski (kontakt: jan.cisowski@if.pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowosé, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

PRZYIJMUJE DO REALIZACJI (data i podpisy oséb prowadzacych przedmiot)
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